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JSA の 23 巻 2 号をお届けします． 
技術記事では，古川さんの XPS ピーク検出アルゴ

リズムの検証，永富さんの深さ方向分析のアンケー

ト結果のまとめを掲載しました．また，巻頭言を青

柳先生に，JASIS コンファレンスの Q&A の報告を

永富会長に寄稿いただきました．

世の中は激動の時代を迎えているように思います．

2016 年は，政治的な大きな変化を象徴する出来事が

起こり，また，Industry 4.0，IoT など，技術の隅々

まで影響が及ぶ変化が姿を見せ始めています。変化

の波に掉さすのも正体を見極めるのも，業種業態を

超えた情報交換がキーになります．表面分析技術の

向上を目指す SASJ への積極的な参加と，本誌への

投稿をあわせてお願いします．（眞田）
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